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CAMECA
LEAP: 4000X HR

Mit dem CAMECA LEAP® 4000X HR System stellt
das IFOS kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU’s) sowie der GroRindustrie, aber auch anderen
Forschungsinstituten und Hochschulen, im Rahmen
der Auftragsforschung einen Zugang zu der neusten
Atom Probe Gerategeneration zur Verflgung.

Mit dem feinfokussierten Kurzpuls UV-Lasersystem
wird somit erstmals auch die Analyse von isolie-
renden und halbleitenden Materialsystemen moglich.
Das Reflektron-Flugzeit-Spektrometer erlaubt zusatz-
lich eine hohe Massenauflésung

Technische Daten
Allgemein:

« Laterale Auflésung: ~ 0,2-0,5 nm

« Tiefenauflésung: ~ 0,1-0,2 nm

* Nachweisgrenze: ~ 10 ppm

* Analysebereich: 150 nm x 150 nm x 250 nm
* Massenauflésung: FWHM m/Am < 1200
 Probentemperatur: 25-100 K

- Basisdruck:< 1079 mbar

Laser:

* Wellenlange: 355 nm (UV)
* Durchmesser: <3 um (40)
* Energie/Puls: 0.001 -1 nJ
* Pulslange: <10 ps

» Max. Pulsrate: 1 MHz

IFOS Ihr kompetenter Partner

Im Rahmen unserer Auftragsforschung bietet wir sowohl

chemische als auch strukturelle Mikro- und Nanobereichs-

Analysen zur Charakterisierung von Oberflachen, inneren

Grenzflachen, dinnen Schichten und Festkérpern, insbeson-

dere zur

® Unterstitzung bei der Material-, Produkt- und Prozess-
Entwicklung

® Fehler- und Schadensanalytik

@ Hilfe bei der Qualitatssicherung

AES XPS/UPS XRD XRR FT-IR RAMAN 3D APT

Wir liefern nicht nur die Messung, sondern helfen auch bei

® der Problemerdrterung und der Formulierung einer zielfuh-
renden analytischen Fragestellung

® der Erarbeitung eines Analysekonzepts, insbesondere der
gezielten Auswahl des oder der notwendigen Analysever-
fahren

® der anschlielenden Interpretation der Analyseergebnisse

® der problemorientierten schriftichen Dokumentation der
Resultate oder auch der individuellen Ergebnisdiskussion

Kontakt :

Themenbereich: Auftragsforschung
Dr. Michael Wahl
Tel.: 0631-205-73-3333
Mail: wahl@ifos.uni-kl.de
Themenbereich: Forschungsprojekte
Prof. Dr. Michael Kopnarski
Tel.: 0631-205-73-3000
Mail: kopnarski@ifos.uni-kl.de
Trippstadter StraRe 120, 67663 Kaiserslautern
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3D Atom Probe
Tomografie

Quantitative 3D-Abbildung

der chemischen Zusammensetzung
auf atomarer Skala

mit hoher Empfindlichkeit




Ausgewahlte Ahwendungen
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Nanostrukturen Dunnschichtsysteme
stitot for Oberflachen. fur die Solartechnologie fur die Magnetspeichertechnologie

und Schichtanalytik GmbH

P Dotlerun 0

3D-Atomsonden-Tomografie ist das Analyseverfahren mit
der derzeit hdéchsten Ortsauflésung zur quantativen
chemischen Elementanalyse.

Es erlaubt die 3D-Abbildung der Zusammensetzung von
vergrabenen Strukturen wie z.B. Schicht-Interfaces, Prazipi-
taten oder Korngrenzen und liefert den analytischen Zugang
zur Bestimmung von Teilchendichten oder GroRenvertei-
lungen von Nanostrukturen sowie fiir alle Elemente die
sensitive  massenspektrometrische  isotopenaufgelste
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—_ 105 T T T T T T T

2 10 i

g 19 Ni Cap
810 Cr Cap
= 107

@ 10’ 0,7nm Cr
[} 0

=z 10

50 52

54 56 58 60 62
Masse (amu)

Wichtige Anwendungen stammen aus der

® Metallurgie
(Phasenanalyse, Korngrenzen, Anreicherungen,

Einschllisse, Inhomogenitéaten, ...) 110

® Dinnschichttechnologie (Magnetspeichertechnologie,
Optische Beschichtungen, Solartechnologie, ...)
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